KOMPLEXNI ANALYTICKE SLUZBY V
OBLASTI POVRCHU A TENKYCH
VRSTEV

Problém

Vyrobni proces vykazuje odchylky i pri dodrzeni postupu.

Reseni
Castym zdrojem potizi pfi zpracovani polotovart je kontaminace povrchu nebo neshoda dodaného

materialu. To nemusi byt snadné rozpoznat bez vybaveni zaméfeného na analyzy povrch( - nejen
prvkové, ale i chemické vazby je mozné u nas urcovat.

Vybrané pristroje
Méreni povrchové energie pevnych latek - kapkova metoda

Zeta potencial - elektrokineticky potencial
Elektronové spektroskopie (XPS, AES) - vyhodnocovani chemickych vazem na povrsich

Spektrometrie sekundarnich iontd (SIMS) - urcovani prvkového slozeni (ppm) pevnych latek s
hloubkovym rozliSenim a laterarnim mapovanim

Rentgenova fluorescence (XRF) s mapovanim povrcht - urcovani prvkového slozeni a rozlozeni prvki
Rentgenova difrakce (XRD) - krystalova struktura, slozeni, textura pro povrch, vrstvy a prasky
Topologie povrchu - profilometrie, AFM, SEM

Opticka charakterizace povrch( a vrstev - ellipsometrie
Mechanické vlastnosti povrch( a vrstev - nanotvrdost a nanotribologie
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